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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Измерителни методи във физиката на полупроводниците
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Инженерна физика

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: Бакалавър

КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	VІІ
	2
	30

	Семинарни упражнения



	
	
	

	Практически упражнения
	VІІ
	1
	15

	Общо часа:
	VІІ
	3
	45

	Форма на контрол:
	VІІ
	И
	


А. АНОТАЦИЯ

В курса се разглеждат измерителни методи във физиката на полупроводниците, разделени в 5 раздела, с което се обслужват в методично отношение практикумите към отделните дисциплини. В началото на всеки раздел за удобство се прави преглед на основните елементи на измерителната техника и методика, който има помощна роля. Отделно се обръща внимание на проблемите на обратната задача във физичния експеримент.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции ( или упражнения)
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Лекции
	

	1
	Обратната задача във физичния експеримент. Пряко и компенсационно измерване като разновидности на едновременното и неедновременно сравняване
	2

	
	І. Електрофизични измерителни методи
	

	2
	Основни елементи на измерителната техника и методика. Проблем за “идеалността” на измерителните прибори. Измерване на малки сигнали. Измерване във високоомни обекти.
	2

	3
	Контактни методи за измерване на специфично съпротивление – еквивалентна схема. Четириконтактни методи. Галваномагнитни контактни методи.
	2

	4
	Безконтактни радиочестотни методи за измерване на специфично сэпротивление. Основни конфигурации.
	2

	
	ІІ. Оптични измерителни методи
	

	5
	Основни елементи на измерителната техника и методика. Апертурно съгласуване и фотометрия. Модулация, модулационна спектроскопия.
	2

	6
	Измерителни методи с ефекти на поглъщане и отражение. Влияние на повърхността и отстраняването му.
	2

	7
	Луминесцентни измерителни методи. Начини за генериране на неравновесни носители на заряд. Сравнение с метода чрез поглъщане.
	2

	
	ІІІ. Комбинирани измерителни методи
	

	8
	Основни елементи на измерителната техника и методика.
	2

	9
	Измерване чрез стационарна фотопроводимост. Сравнение с методите чрез поглъщане и луминесценция.
	2

	10
	Измерване на време на живот чрез импулсна фотопроводимост и фотоелектромагнитен ефект.
	2

	
	ІV. Методи за измерване параметри на структури с бариер.
	

	11
	Основни елементи на измерителната техника и методика. Метод на пълното съпротивление. Метод на заместване.
	2

	12
	Измерване на дебелината на областта с пространствен заряд на бариерна структура с полупроводник. Определяне на концентрацията на носителите на заряд.
	2

	13
	Измерване на енергетичния спектър в забранената зона чрез C-t, C-T нриви и фотокапацитет. DLTS.
	2

	
	V. Методи за определяне на структурни параметри.
	

	14
	Структурни методи с участие на рентгенови лъчи.
	2

	15
	Електронни структурни методи.
	2

	
	Общо
	30

	2. 
	Практически занятия
	

	1
	Измерване на специфично съпротивление чрез различни четириконтактни методи
	5

	2
	Определяне на концентрацията на носителите на заряд чрез краева луминесценция.
	5

	3
	Определяне на дебелината на областта с пространствен заряд и концентрацията на носителите чрез бариерен капацитет.
	5

	
	Общо
	15


В. Формата на контрол е: Изпит за лекциите (75%) и ТО за практикума.(25%). Практическите занятия са задължителни.
Г. Основна литература:

1. Ф. Ф. Батавин, Ю. А. Концевой, Ю. В. Федорович, Измерение параметров полупроводниковых материалов и структур. Москва, Радио и связь, 1985.

2. Н. Ф. Геда, Измерение параметров приборов оптоэлектроники, Москма, Радио и связь, 1981.
3. Л. П. Павлов, Методы определения основных параметров полупроводников ,х материалов, Москва, Высшая школа, 1975.
Д.  Допълнителна литература:
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